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Aprés un premier cycle a I'Université de Constantine et une

post-graduation a I'Université Paul Sabatier de Toulouse

(France) ou 1l obtint, en 1985, un DEA en électronique,

lessaoud Boukezata devient, en 1988, titulaire d'un

doctorat en microélectronique. Parallelement, il fut admis

en qualit¢ de chercheur externe au sein du Laboratoire

d'Automatique et d'Architecture des Systémes (le LAAS) du

CNRS. De retour en Algérie en 1989, il accéda au grade de

Professeur d'enseignement supérieur en 1999. Les technolo-

gies des composants VLSI/ULSI et la modélisation des pro-

us et leurs applications dans les systémes microélec-

triques sont les thémes sur lesquels il axera ses recherches a I'Institut d'Electronique de

I'Université de Constantine tout en publiant des articles dans des revues spécialisées de
renommee avérée.

Cet ouvrage traite les aspects fondamentaux et les bases
essentielles des techniques de mesures électriques. 11 s'adresse
aux étudiants des années préparatoires aux grandes écoles
ainsi qu'a ceux des cycles court et long des filiéres techniques
et technelogiques de I'université. 1l tient compte des réalités
d'actualisation et de mise au point imposées par le développe-
ment rapide et soutenu des techniques de mesures et du pro-
gramme revu et révisé par le ministére de I'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
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